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Anexos

Anexo 1 Factores para el calculo de los limites de los graficos de control por variables (Criterio 30)

FACTORES PARA EL CALCULO DE LOS LIMITES DE DE
LOS GRAFICOS DE CONTROL POR VARIABLES

A

) (CRITERIO 30)
D. E. I. O,
Media Desviacion tipica Rango »
n| A |Ai|AlAs|lca| e {Bi|{By| B3| Bs|dy|d;s|Dy| Dy} D3| Dy
2 2,121 3,760 | 1,880 | 2.659 | 0,5642 | 0.,7979 | 0,000 1,843 | 0,000 | 3,627 1,128 | 0,853 | 0,000 | 3,686 [ 0,000 | 3,267
3 1,732 | 2,394 | 1,023 | 1.954 | 0,7236 § 0,8862 | 0,000 | 1,858 | 0,000 | 2,568 § 1,693 | 0,888 | 0,000 | 4,358 | 0,000 | 2,575
4 1,500 1,880 | 0,729 1.628 | 0,7979 | 09213 | 0,000 | 1,808 | 0,000 | 2,266 | 2,059 { 0,880 | 0,000 | 4,698 | 0,000 | 2,282
5 1,342 1 1,596 | 0,577 | 1.427 | 0,8407 | 0,9400 | 0,000 | 1,756 | 0,000 | 2,089 | 2,326 | 0,864 | 0,000 | 4918 | 0,000 | 2,115
6 1,225 1,410 | 0,483 1.287 10,8686 | 0,9515 | 0,026 1,711 0,030 | 1,970 | 2,534 | 0,848 | 0,000 | 5,078 | 0,000 | 2,004
7 1,134 { 1,277 | 0,419 1.182 10,8880 | 0,9594 | 0,105 1,672 | 0,118 1,882 | 2,704 | 0,833 | 0,205 | 5,203 | 0,076 | 1,924
8 1,061 1,175 | 0,373 | 1.099 | 0,9027 | 0,9650 | 0,167 | 1,638 | 0,185 | 1,815 | 2,847 | 0,820 | 0,387 | 5,307 | 0,136 | 1,864
9 1,000 1,094 | 0,337 1.032 10,9139 | 09693 { 0,219 1,609 | 0,239 1,761 2970 | 0,808 | 0,546 | 5,394 | 0,184 | 1,816
1017 0949 | 1,028 | 0,308 | 0.975 §0,9227 | 09727 { 0,262 | 1,584 | 0,284 | 1,716 | 3,078 | 0,797 | 0,687 | 5,469 | 0,223 1,777
111 0905 0973 | 0,285 | 0.927 §0,9300 | 0,9754 | 0,299 1,561 0,321 1,679 3,173 0,787 | 0,812 | 5,534 | 0,256 1,744
121 0,866 | 0,925 | 0,266 | 0.886 | 0,9359 | 0,9776 | 0,331 1,541 0,354 | 1,646 | 3258 | 0,778 | 0,924 | 5,592 | 0,284 | 1,716
131 0832 | 0,884 | 0,249 | 0.850 | 0,9410 | 0,9794 | 0,359 1,523 | 0,382 1,618 | 3,336 | 0,770 1,026 | 5,646 | 0,308 | 1,692
141 0,802 0,848 | 0,235 | 0.817 | 0,9453 ] 09810 | 0,384 | 1,507 | 0,406 1,594 3,407 0,762 1,121 5,693 0,329 1,671
151 0,775 | 0816 | 0,223 | 0.789 | 0,9490 | 0,9823 | 0,406 | 1,492 | 0,428 | 1,572 | 3,472 | 0,755 | 1,207 | 5,737 | 0,348 | 1,652
167] 0,750 | 0,788 | 0,212 | 0.763 §0,9523 } 0,9835 | 0,427 | 1,478 | 0,448 | 1,552 | 3,532 | 0,749 | 1,285 | 5,779 | 0,364 | 1,636
171 0,728 | 0,762 | 0,203 | 0.739 | 0,9551 | 09845 | 0,445 | 1,465 | 0,466 | 1,534 | 3,588 | 0,743 | 1,359 | 5,817 | 0,379 | 1,621
18} 0,707 | 0,738 | 0,194 | 0.718 | 0,9576 | 0,9854 | 0,461 1,454 | 0,482 1,518 | 3,640 | 0,738 1,426 | 5,854 | 0,392 1,608
191 0,688 | 0,717 | 0,187 | 0.698 | 0,9599 | 0,9862 | 0,477 1,443 | 0,497 1,503 | 3,689 | 0,733 1,490 | 5,888 | 0,404 | 1,596
201 0.671 0,697 | 0,180 | 0.680 f0,9619 | 09869 | 0,491 1,433 | 0,510 1,490 § 3,735 { 0,729 1,548 | 5,922 | 0,144 | 1,586
211 0655 | 0679 | 0,173 | 0.663 § 09638 | 09876 | 0,504 | 1,424 | 0,523 1,477 | 3,778 | 0,724 | 1,606 | 5,950 | 0,425 1,575
221 0,640 | 0,662 | 0,167 | 0.647 | 0,9655 | 0,9882 | 0,516 | 1,415 | 0,534 | 1,466 | 3,819 | 0,720 | 1,659 | 5,579 | 0,434 | 1,566
23| 0.626 | 0,647 | 0,162 | 0.633 | 0,9670 | 0,9887 } 0,527 | 1,407 | 0,545 | 1,455 | 3,858 | 0,716 | 1,710 | 6,006 | 0,443 | 1,557
241 0612 1 0,632 | 0,157 | 0.619 § 09684 | 09892 | 0.538 | 1,399 | 0,555 | 1,445 | 3,895 | 0,712 | 1,759 | 6,031 | 0,452 | 1,548
251] 0,600 | 0,619 | 0,153 | 0.606 | 0,9696 | 0,9896 | 0,548 1,392 | 0,656 | 1,435 | 3,931 0,709 1,804 | 6,058 | 0,459 1,541

Fuente: (Gisbert Soler, 2022).
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Anexo 2 Letras codigo del tamafio de muestra

Niveles especiales de inspeccién Niveles generales de inspeccidn
Tamaiio del lote S1 S 2 .3 sS4 . - -
2 a B A A A A A A B
9 a 15 A A A A A B C
6 a 25 A A B B B C D
26 a 50 A B B C C D E
51 a 90 B B C C C E F
91 a 150 B B C D D F G
151 a 280 B C D E E G H
281 a 500 B C D E F H ]
501 a 1200 C C E F G I K
1201 a 3 200 C D E G H K L
3201 a 10 000 C D F G I L M
10001 a 35 000 C D F H K M N
35001 a 150000 D E G J L N P
150001 a 500000 D E G ] M P Q
500001 en adelante D E H K N Q R

Fuente: (AENOR: Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacion, 2001).
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Anexo 3 Planes de muestreo simple en inspeccién normal

Letra Nivel de calidad aceptable (NCA), en porcentaje de elementos no conformes y no conformidades por 100 unidades (inspeccion normal)
Tamaiio
codigo
tamﬂ;o de '99 0,010| 0,015]| 0,025 0,040|0,065| 0,10 | 0,15 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 1.0 25| 40| 65| w0 | 15| 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
dela
muestra Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re|Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re

01 122 3|3 4|56)]7 810 11)14 15/21 22|30 31|44 45

1.5
Ac Re
ﬂ loa |1 2|23]34]|586|7 8[1011]1415/21 22|30 31

o1| | &|i12]l23|aa|ss 7 8|10 11|14 15|21 22|30 31|as as| 4P

A " - - - - - = - - - -
B 3

c 5

D 8 WTHTHTITHTUTIT T o1 0 012 23|3 4|56 ?81011]415212‘23031“45A

E 13 lo1| | |1 2]23|34]s 6|7 8101114 15|21 2230 31[as 45| 4P
F 20 wlo1| | &|12|23]|3e|s6|78]|0nfas{2i22] 41 4| 47
o | |11 “”--"F““-_J\; o1| | |1 2|23]3 4|5 6|7 8[101]1a 1821 22| P WTHTHT T
Ho| s0 Glot1| G| |1 223|345 6|7 810 1|1a 1521 22| 4>
J | o Glor| O |12]23]34]s 6|7 8]1011|1a15[ar 22f 4
« | e | T IITT "”"\;01 Dl |r2|23|sa]|se 7 8|10 11|14 15|21 22| ]|
L 200 A 0‘ G 1 2|2 3|3 4|56 ?B101114‘|52122A
M | 315 Glo1| | Gli12]23]34|s6 7 8 |10 11|14 15|21 22] 4P

dH4-1|- B0 N | | | | A | N A A | W |
N | 500 Wlor| | |12|23]3 4|5 6|7 8]|101|1s 521 2
P | 8o |wr|o1]| | fr2]|23|aa|s 6|7 8]0n]rasfer 22
Q 1250 | 0 1 0 1212 3|3 4|5 6|7 8101114152122

-{l- B | U 6 O O | O | A A O A | I A | |

R | 2000 | & 12|23[3 4|5 6|7 8|011|14 1521 22| O Jluyjpuojuojuoypuyufujujpuypud

'{,‘? = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafo del lote, efectuar el 100% de la inspeccién
‘;} = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha
Ac = Valor de aceptacion

Re = Valor de rechazo

Fuente: (AENOR: Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacion, 2001).
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Anexo 4 Planes de muestreo simple en inspeccién rigurosa

Letra |y Nivel de calidad aceptable (NCA), en porcentaje de elementos no conformes y no conformidades por 100 unidades (inspeccién rigurosa)
amano
odi
,Zm;%?, ':‘9'? 0,010 0,015 | 0,025 0,040{ 0,065| 0,10 | 015 | 025 | 040 | 065 | 10 | 1.5 | 25 | 40 | 65 | 10 15 | 25 | a0 | &5 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
muestra
I
mﬂ:s?,a AcRe| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re
A 2 11 N1 N " IFRIERIERIIRIEIRIENI Trlo 1 o)1 2|2 3|3 4fs 6|8 9|12 1318 192728
B 3 o1 1 2|2 3|3 4|5 6|8 9|12 13|18 19| 2728 41 42
[+ 5 o1 1223345689121313192?2&4142A
D 8 o1 12233456!912131519272811142A
E 13 |0 1 1223345639121315192?254142A
F 20 |01 122334568912131819AAA
P [ R R S ) S N ) A A S ) (N DR | S A | AN S —dbki-ll-Fakd=dE+=||=|-<}
G 32 2|0 v 2|2 3|3 4|5 6|8 |1z 13f1e 19| 4P
1 P
H 50 |0 1 2|2 3|3 4[5 6|8 912 13[18 19
J 80 w0 V|22334553912131519A
- b - o o e e | s o e = b [ o o o L e | ok b e | s Bl | B e |
K 125 zlo 1| 1 2|2 3|a 4|s 6|8 8|12 13[1s 1o| 4P
1 e
L 200 V 0o 1 1 22 3(3 4|5 6|8 912 13]|18 19
PN
M 315 7o 1 7| 2|2 3|3 4|5 6|8 9|12 13|18 19
dk4-{l=-}- dhd-dkEk=lld=4F+={l=-F=<lt4=4F+=||=-F—t4A=4F ¢+ =1|=I=-—} 1
N 500 Vo1 1 2|2 3|3 4|5 6|8 9|12 13]18 19
P 800 |01 1 2]2 3|3 4|5 6|8 9|12 13|18 19
Q 1250 |21 1 2|2 3|3 4|5 6|8 912 13|18 19
- 4- L A=A F+-1F=lld=-4F+=1{l-Fdtd=4F+=||=F=lF4=4F +=]|=}= <} 4
R 2000 [O 1 G‘ 1 2|2 3|3 4|5 6|8 9|12 13|18 19 4} U L L 1 U J L ] U L L L
s 3150 1 2

{} = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamano de la muestra es igual o excede el tamario del lote, efectuar el 100% de la inspeccion
‘1} = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha
Ac = Valor de aceptacién

Re = Valor de rechazo

Fuente: (AENOR: Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacion, 2001).

Marcos Mateos Alonso Pagina 4



UNIVERSITAT

3 Master Universitario en Ingenieria de Organizacion y Logistica
PDCIE)L\I/REL(EHl(Sﬁ TRABAJO FIN DE MASTER Escuela Politécnica Superior de Alcoy

Anexo 5 Planes de muestreo simple en inspeccion reducida

Letra | tamaol Nivel de calidad aceptable (NCA), en porcentaje de elementes no conformes y no conformidades por 100 unidades (inspeccién reducida)
Sodigo dela |0,010] 001510026 0.040] 0065] 010 | 015 o2 040 Joes| 1o | 15| 25| a0 es| ro] 1s | 25 | «o | es f 100 | 150 ] 250 | 400 | 650 | 1000
dola [ ac Re| Ac Re| Ac Re[ Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re[ Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| ac Re| Ac e Ac Re| Ac e | Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re Ac e
A 2 11 ] H ] IERIRRIEEI 1 o 1 2|2 3|3 4|5 6|7 810 11)14 1521 22|30 :
B 2 ﬂ 016 Jl12233‘5578'0”1‘152‘223031
c | 2 o 1| 1 2|2 3|3 4|s 6|6 7|8 9|0 11fa 1921 22| 4}
D 3 WTHTHTUHTHTHUTHNT T T 01 G 1 2|2 3|3 4|5 6|6 7|8 9|10 1114 15'2‘22A 1
E | s Glo 1| & 1 2|2 afa 4f[s e|le 7|8 ofio 1|1a 15far 22| 4>
F | s wlo 1| & 1 2|2 als 4|5 6|6 7|8 s|o 1| 4> | 4} 5}
s Lo L UTUTHTITHTHTITEE . (< ;Il1223345351391011A
Ho| 2 Glo 1| O v 2|2 a|ls 4|5 s|e 7|8 s|io 1| 4}
J Wlo 1| & ﬂ122334550739101qh
K WTHTT -“—"-V o 1| & ﬁ ' 2]z 3]s ¢|s e|e 7]s oo ] S| U | TUTWTHTUTT T
L | e Glo 1| £ Jl122334536?391011A
M| 128 Glo 1| & Jltzzaa4saa?seuo|1JA
Jh4-|- I O | | O | O
N 200 V"-"G' ‘\Il1223345557391a11
po| ms | <o Jl1223345557a9w11
Q | s00 |0 1 Jl122334sssras1on
R | wo | | UTUT: 2|z als afs ele 1eofo | UTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUT UL

1

Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamaiio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote, efectuar el 100% de la inspeccion

Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha

z <&

= Valor de aceptacion

=y
@
I

= \alor de rechazo

Fuente: (AENOR: Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacion, 2001).
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Anexo 6 Planes de muestreo doble en inspeccion normal

Letra  ama Nivel de calidad aceptable (NCA), en porcentaje de elementos no conformes y no conformidades por 100 unidades (inspeccién normal)
codigo Tamanq|’ S0
tamano|Muestra] dela | T2 10010 0,015 0.025| 0,040 0.065| 0.10 | 0.15| 0.25| 040 | 065 | 1.0 | 15 | 25 | 40 | 65| 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | €50 [1000
dela mueslmacumu'
lado | Ac Re|Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re
A |'| 1 1 1 i 1 M " M '| 0 - 0 - - - - - - - - -
g |Pimem| 2 2 1} o 2jo 3|1 3|2 s|3 s]s a]7 11f11 16|17 22]25 3
[Segundal 2 4 . 1 2|3 a4 sls 7|s 10]12 13|18 19|26 27]37 38|56 57
Primera| 3 3 _{}0020alszsass#“!nnwlﬂazzssiA
c 3 6 . 1 2|3 a|4 s|e 7|9 10|12 13|18 10|26 27|37 26|56 7]
p |Prmema| § § O_{,’ozoal3253659?11111317222531‘5
s 10 . 1 2|3 4|4 s|e 7|s 10|12 13|18 15|26 27|37 3856 57
Primera| 8 8 0 2o 3|1 3|2 s|3 6|5 8|7 11|11 16|17 22|25 31| A
E Iseul.ma 8 16 < - |2 G|y 2ls o|le s|6 7|9 10]12 13|18 19|26 27|37 38|56 57
Primera| 13 | 13 o 2|0 3|1 3|2 s[3 &|s of7 1|1 e A| A
F lseq 13 | 2 G| - || Ty 2|s o« s|e 7|5 102 1afre 1926 27
-l-4- N | I | N | | A1-{-F-l-FF-FAE - F
primera] 20 | 20 o 2|o a|1 a[z s|3 6|5 af7 1|11 18] A
G lsegundd 20 40 - | Ly 2| 4|« s|e 7|5 10]|iz 13fis 19]es 27
Primera| 32 | 32 I! 020313253659?11“15’{\
H 32 | 64 G|« [ S5 2|3 |« 5|6 7|o t0fr2 13) 15]as 27
Primera| 50 50 o 2fo 3|1 3|2 s|3 6|5 ef7 11f11 18] A |
4 Isent so | 100 G| - [ BT 2|5 d|e sle 7o 10)i2 13]re 1926 27
S | O O | { | O | 5 | I | O | O I O | O
Primera| 80 | 80 o 2Jo 3|1 3|2 s|3 s o]7 nf1 1] A
K Jsegundal 80 | 160 < -2 Ty o2fa 4456?91012!318!9262?'
| A | i
Primera| 125 | 125 o 2|lo 3|1 aflz s|3 e|s |7 11|11 18] A
L 250 G| - [T 2|s e sle 7|5 10fs2 1318 15]2s 27
200 o 2[o 3|1 3f2 s|3 e|s of7 nf111g] A
M 400 < | @ &7 2|5 s|« s|e 7]s 10|iz 13fss 15]2s 27 LIL L LA
315 o 2lo 3|1 3]z 5|3 6|5 8|7 11)11 16
N B IR L B 4|4 s|le 7)o 10]12 13|18 19|26 27
500 o 2|o 3|1 3l2 s|3 e|s 9|7 11|11 16|
P 1000 | ST 2|z d|e sle 7|9 s0li2 13l 19]es 27
a 800 {bozoa'lazsasss?nnnsF
1 600 » 1 2|3 4|4 s|6 7|9 10[12 13|18 19|26 27 L | ] 1]
p |Prmena| 1250 [ 1250 [ 0 2o 31 32 s[3 6|5 9f7 11]11 16| |
Segundd 1250 | 2500 1 2|3 4|4 s|e 7|9 10|12 13|18 10]es . . - . . . . - -

{5 = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote, efectuar el 100% de la inspeccion
4} = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha

Ac = Valor de aceptacion

Re = Valor de rechazo

= Utilizar el plan de muestreo simple correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible)

Fuente: (AENOR: Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacién, 2001).
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Anexo 7 Planes de muestreo doble en inspeccion rigurosa

Leira Tamaiid Nivel de calidad aceptable (NCA), en parcentaje de elementos no conformes y no conformidades por 100 unidades (inspeccion rigurosa)
cadigo [Tamariia de la
tamano [Muestra| dela |muestral 0.010 | 0,015| 0,025 0,040| 0,065| 0,10 | 015 | 0,25 | 0,40 | 065 | 10 | 1.5 | 25 | 40| 65| w | 15 | 25 | 0 | &5 | 100 | 150 | 250 | 400 | &50 | 1000
dela imuesira L
g lado | Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re|Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Fe| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re
A n \ M M M 1 T <& <& . . . . . - . .
g |Pimel 2 2 Jl ﬂ’uzo 3|1 3|z s[4 7|6 10|9 14|15 20|23 29
[Fegundal 2 4 . 1 2|3 4|4 s|& 7|10 11|15 16|23 24|34 35|52 53
¢ |pimem| 3 3 o z|o 3|1 3|z s|« 7| 6109 14|15 20|23 29| A
a 6 i . 1 2|3 afs s|e 7|10 11]15 18|23 24|34 35|52 53
B | | O | | | N O | | B | I -|l- {1
p |Primeral s 5 B czo313254?51091415202329[;;
5 10 7| - 1 2[3 a|l4 s|& 7]10 1115 1623 24|34 35[52 53
g |Pimera| 8 8 020313254151993415202:”9[‘-\
Segundal @ 16 . 1 2|3 4]/s 5|6 7[10 11{15 16|23 24|34 35|52 53
g |Primeral 13 13 0203132515731091.-'«. Al o
o 13 26 i e ol 1 2|3 4458'10'1151823?41
B | | O O | | | | D I ) | O A i S | | | O | | |
G |Pimera| 20 20 o 2o 3|1 3|2 s[4 7|6 10|89 14
Segundal 29 40 o 711 2|3 a|la s|e 7[10 11]15 18|23 24 ﬁ
y  |Primeral a2 22 o 2jo af1 3|2 s|a 7| 610|9 14
Segundal 4 54 . 1 2|3 4|4 5|6 7|10 11|15 16|23 24 Tr
4 |Pimera| 50 50 o 2o 3|1 3|2 s[4 7| 610|9 14| A
undal s 100 V. Nl1 2|3 4|4 5|6 7|10 11|15 16|23 24
S | A | N | | | I | -ll- S | N | | O | A | | |
Primera| 80 80 1 0 20 3|t 3|2 5|4 TIE610(0 14 A
K undal  Bo 160 A 1 2|3 4|4 s|e 7[10 11)15 18|23 24
L |pimera] 125 | 128 0203132‘547610814‘}
undal 425 | 250 e 1 2|a 4|4 s|e 7[10 11]15 16|23 24
Primera| 200 | 200 o 2|0 3{1 3|2 5|4 7|610/9 14 A
“ uncsl 200 | 400 Vo V|1 2|3 4|4 5|6 7|10 11|15 16|23 24
| | | O U | | O | O | N | O | O | | | |
N Primera| 315 35 J - "2|o 3|1 3|2 5|4 7| 610]9 14
uncel 315 | 630 A 1 2|3 4|4 5|6 7|10 11|15 16|23 24
p |Primeral 500 | s00 o 2|0 3|1 3|z s|a4 7|6 10|90 14
Segundal  s00 | 1000 Vo 11 z2|a a|a s|s 7|10 1115 16|23 24 |
o |Primeral 800 | eoo o 2fo 3|1 3|2 5|4 7| 6109 14
Segundal so0 | 1600 | V| * 1 203 4|4 s|8 7|10 11]15 16)23 24
R |Primera| 1250 | 1250 > 0 2fo a1 3|2 s[4 7|610[0 14 A "
Segundal 1250 | 2500 [ * 1 2|3 a4 sle 7|10 1115 1823 24 . . . . . . . g
s Primera 2000 | 2000 o 2
Segundal 2000 | 4 000 1 2

0 = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamario del lote, efectuar el 100% de la inspeccion
4} = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha
Ac

Valor de aceptacion

Re = Valor de rechazo

-

Utilizar el plan de muestreo simple correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible)

Fuente: (AENOR: Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacion, 2001).
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Anexo 8 Planes de muestreo doble en inspeccion reducida

Letra amario Nivel de calidad aceptable (NCA), en porcentaje de elementos no conformes y no conformidades por 100 unidades (inspeccion reducida)
codigo Tamafiol dela
tamario [Muestra| dela |muestra) 0,010] 0,015} 0,025| 0,040| 0,065 0,10 | 0,15 | 0,25 | 040 | 0es| 10 | 15 | 25 | 40 | 65| 10 | 15 | 25 | a0 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | €50 |1 000
de la muestra| acumu-
muestra lado | ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re
8 TR PO I I B I B R R
py CTA S O (A I e I R B e
U | O | DO R | | | DO | A O O | O N | 4 -ll- J
DPril'l'le.r:! 2 2 ﬁ 0 2|0 3|1 3|2 4|3 6|4 7|5 9|7 11|11 15|
Segunda| 2 4 . 1 2|3 4la s|s 6]7 810 11)12 13|18 1926 27
g |Primeral 3 3 P o 2fo 3|1 3|2 4|3 el 4 7|5 8|7 11]11 18
Segunda| 3 6 I . v+ 2|3 4|a s|s |7 8|10 11|12 13)18 19|26 27
FPn'mera5 5 0 0 2j0 3|1 3|2 4|3 6|4 T|5 9 A VoY
Segundal  § 10 o 1 2|3 4|4 s|s 6|7 8]10 11]12 13
Primera| 8 8 o 2|lo 3|1 3[2 4|3 6|4 7|5 8| A
G |Segunda| g 16 <l - | 1 2[3 4|a s|s &|7 8]0 111213
Primera| 13 13 0 2jo 3|1 3|2 4|3 s|e 7[5 9| A
H  |segundal 3 26 .| e 1 2|3 4|4 s|s 6|7 8f10 11|12 13
Primera| 20 20 0 2|0 3|1 3|2 4|3 6|4 7|5 9| A
J [segundal 29 40 vl ﬂ 1 2|3 a|l4 5|5 6|7 8]0 11[12 13
JR IR R R | 6 | A | | | | | I | | | 0 i |
Primera] 92 | 32 &02031324354759‘\
K lsequndal 32 | 64 Sl 1 2|3 a|le s|5 6|7 8|10 11]12 13]
Primera 50 0O 2|0 3|1 3|2 4|3 6|4 7|5 9
L |segunda 100 || 1 2|3 4|4 s|s 6|7 810 1112 13
Primera 80 2lo 3f1 3|2 4|3 6|4 7|5 9| A
M |Sequnda gg 160 ARt 1 2|3 4|4 5[5 6[7 8|10 11)12 13 "
Primera| 125 | 125 0o 2o 3|1 3|2 4|3 6|4 7[5 9
N |segunda 125 | 250 <l M J1 2(3 44 s[5 6f7 8[10 11[12 13
p |Primeral 200 f 200 | | o 2o 3|1 3|2 4|3 6|4 7|5 9
Segundal 200 | a00 | V| * 1 2|3 4|4 s|s 6|7 8|10 11|12 13
q |Primeral 215 | 315 p 0 2{o 3|1 3l2 4|3 6|4 7|5 9
Segundal 315 | g3 . 1 2|3 4|4 s|s 8|7 a0 11]12 13 i
A |prmenl 500 [ 800 | o 2o al1 3[z 43 6[+ 7[5 8| A ]
Segundal 500 1000 1 2|3 4|4 5)|5 6|7 8|10 11|12 13l - - - - - - = =

& = Utilizar el primer plan de muestreo bajo Ia flecha. Si el tamarfio de la muestra es igual o excede el tamanio del lote, efectuar el 100% de la inspeccion
Ac = Valor de aceptacién
Re

-

Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha

Valor de rechazo

Utilizar el plan de muestreo simple correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible)

Fuente: (AENOR: Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacion, 2001).
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Anexo 9 Planes de muestreo multiple en inspeccion normal

Lelra ramafio Nivel de calidad aceptable (NCA), en porcentaje de elementos no conformes y no conformidades por 100 unidades (inspeccién normal)
codigo Tamafic| dela
tamano [Muestral dela |nuestral 0,010 | 0.015| 0,025 0,040 0,085 0,00 | 0,15 | 025 | 040 | 065 | 1.0 | 15 | 25 | 40 | 65 10 15 25 40 65 | 100 [ 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
dela muestralacumu-
muesiral lado | Ac Re|AcAe| Ac Ae| Ac Re| Ac Re | AcAe| Ac Re| AcRe| Ac Re| Ac Fe | Ac Re| Ac Re| Ac Ae| Ac Re| Ac Ae | Ac Re| Ac Re| Ac Ale | Ac Re | Ac Re | Ac Fe| Ac e | Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re
A - .. - - n - - - - - o N < N N . - N " . .
B ’! IL * L ﬂ d4 | A+t | | | A | | | 4 |
Cc - & < | ot | At | | | | e | | 4+ Tr
Primera| 2 2 TTUrrirrrruerrrnrrrririaTn £ w2 w 2o 3|e aflo afo s[1 7|2 o[a 12[6 18] 4p B
ISegundal 2 4 0 2{0 3|0 3|1 51 6|3 8|4 10|7 14|11 19|17 27
D |Temera| 2 6 - 0 2{0o 3|1 4|2 6(3 8|6 10/8 13|13 19[19 27|29 38
Cuarta 2 8 0 21 3|2 5|4 7|5 8|9 12|12 17|20 25|26 34|40 48
Quinta 2 10 L&) 1 2|3 4|4 5|6 7|9 10|12 13|18 19|26 27|37 38|56 57
Primem| 3 3 TTUHTUTUTUTIrETrrernTei: IS N |# 2|# 2% 3|# afo alo s+ 7|2 o4 12]6 18] £p lNEE
Segunday 3 6 0 2|0 3|0 3|1 5|1 6|3 4 107 14|11 18|17 27
E |Temema| 3 9 * 0 2|0 3|1 4|2 6|3 B|6 10]8 13|13 18|19 27|29 38
Cuara 3 12 0 2|1 3|2 s|4 7|5 9|9 1212 17|20 25|28 34|40 48
Quinta 3 15 L =7 |1 2|3 4|4 s|6 7|9 10[12 13|18 19]|26 27|37 38|56 57
Primera] & s THNTU T TN TIwrrrrnrieTrn Sl n e 2[e 2| 3]e 4]0 afo 5|1 7|2 9 STST TN
Segunds] 5 10 0 2|0 3|0 3|1 S|1 6|3 B4 0|7 14
F |Terwem| & 15 * o0 2j{0 3|1 4|2 6|3 B|6 0|8 13|13 10
Cuarta| § 20 | 0 2|1 3|2 s|4 7|5 9|9 12[1217]20 25
Quinta| 5 25 <z U | <> |1 23 4|« 5|6 7|9 1012 13|18 1926 27
Primea| 8 8 TTHUTiUrrrriwrnwrrirri 1 v 2| 2|% 3|w alo aflo 5|1 7|2 9 T rwreririe
Segundq 8 16 0 2|0 3|o 3|1 5|1 6|3 B|4 10|7 14
G |Tewem| 8 24 . 0 2|0 3]1 4|2 6|3 B|6 10|88 13|13 19
Cuarta 8 32 o 2|1 3|2 s|4 7|5 9|9 12|12 17|20 25
Quinta 8 40 w2 ] |1 2|3 4|4 5|8 7|9 10[12 13[18 19|26 27 | 1 ! u

G = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamario del lote, efectuar el 100% de la inspeccion
@ = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha
Ac = Valor de aceptacién
Re = Valor de rechazo
* = Utilizar el plan de muestreo simple correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible)

++ = Utilizar el plan de muestreo doble correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible)
# = La aceptacidn no estd permitida para este tamafio de muestra

Fuente: (AENOR: Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacién, 2001).
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Anexo 10 Planes de muestreo miiltiple en inspeccion normal (Continuacion)

Letra - Nivel de calidad aceptable (NCA), en porcentaje de elementos no conformes y no conformidades por 100 unidades (inspeccion normal)

codigo Tamafio] dela

hamano Muestral de la fnuestral 9010 | 0.015 | 0,025 | 0040 | 0.065| 010 | 015 [ 025 | 040 | 065 | 10 | 1.5 | 25 | 40 | 65 10 15 25 40 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | €50 | 1000

dela muesiralacumu-

Y lado | Ac Fe| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Ae| Ac Fle| Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Rle| Ac Fe| Ac Re | Ac Re | Ac Fe | Ac Ae| Ac Re | Ac Ae | Ac Re | Ac Re | Ac Re| Ac Re
Pri 13 13 I I 1 | I 1 a5 ¥ 2f# 2w 3|® alo 4flo 5|1 7|2 9f L | LN || O O
Begundd 13 26 0 2|0 alo 3|1 5|1 6|3 a4 0|7 14

H |Tercera| 13 39 1 . azoal4zuaas1uais1a1sl
Cusnta 13 52 0 2|1 3|2 5|4 7|5 9|9 12|1217|20 25
Quinta | 13 65 | 1 2|3 4|4 s|s& 7|9 10|12 13[18 19|26 27

k4 d-4Fd-4Fd-4F4-{-4->- mma dkd=dlkd=dled=dl=-d={|-4=]l=d =||=4=4}-
Primera| 20 20 Sl n 1o 2]n 2]n 3w afo o 5|1 7[2 o]
o 20 0 o 2|0 3o 3|1 51 &6[3 B[4 10]7 14

J  |Terera| 20 60 . 0 2|0 3|1 4{2 6|3 B|6 1|8 13|13 19
Cuarta | 20 80 o 211 3|2 5|4 7|5 9lo 12|12 17|20 25
Quinta | 20 100 L+ U <7 (1 2|3 4l4 5|6 7|9 10012 13|18 19]|26 27

N | S T | i W | S | S | k-4 -4 d-14-4-4-11-4-1-1-11-4-1I-
Primera| 32 a2 | w 2(w 2| 3|¥ ajo 4|0 5{1 7|2 9
ch a2 64 O 2|0 3|0 a1 5|1 6|3 B84 0|7 14

K |Terera| a2 96 . 0 210 3|1 4|2 6|3 86 10(8 13]13 19
Cuarta | 32 128 0 2|1 ajl2 5|4 7|5 9|9 1212 17|20 25
Quinta | 32 160 L4 ~r |1 2|3 a4 s]le 7|9 10|12 13]18 19|26 27

o o e - .- Al ~ldbd=dbrAd=d A== d =A== ==t =] [=4 =4 =
Primera| 50 50 IS #2|e 2[v a|lw alo afo 5|1 7]2 of 4
Begundal 50 100 o 2|/0 alo 3|1 6|1 6|3 a|4 10]7 14 "
L |Terera| 50 150 . 0 2|0 a1 4|2 6|3 86 0|8 13|13 19 "
Cuarta | 50 200 o 2|1 al2 5|4 7]5 9o 12|12 17|20 25 I
Quinta S0 250 L 1 2|3 4|4 5|6 7|9 10|12 13]18 19|26 27
| (T | S | b=k db 4l d-d- -4 d-44-1l-4-{l-4=-1-4 ={|-4-1]-
Primera| 80 80 1 # 2|# 2|w a|lw 4]0 4|0 S|1 7|2 9
Segundd B0 180 0 2|0 3|0 3|1 S|1 63 B|4 0|7 14 I

M |Tercera| 80 240 . 0 2|lo aj1r al2 6|3 8|6 10|88 13|13 19
Cuarta | B0 320 0 2|1 3|2 5|4 7|5 99 12|12 17|20 25
Quinta | B8O 00 | <> L& 7|1 2|3 4|4 5|6 7|9 10|12 13[18 19|26 27 U u ! U ! L) L J [I

Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote, efectuar el 100% de la inspeccién

<
0‘ = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha
Ac = Valor de aceptacién
Re = Valor de rechazo

* = Utilizar el plan de muestreo simple correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible)
++ = Utilizar el plan de muestreo doble correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situade debajo, cuando esté disponible)

# = La aceptacién no esta permitida para este tamafio de muestra

Fuente: (AENOR: Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacion, 2001).
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Anexo 11 Planes de muestreo miiltiple en inspecciéon normal (Continuacion)

Letra Tamariof Nivel de calidad aceptable (NCA), en porcentaje de elementos no conformes y no conformidades por 100 unidades (inspeccién normal)
codigo Tamario| de la
*a(rjr;alzo wesuamdak_a_ o 0,010 0,015 0,025 | 0,040 | 0,065| 010 | 0,15 | 025 | 040 | 085 | 10 | 15 | 25 | 40| 65 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
muesira lado | AcFe| Ac Ao | Ac Re | Ac Ae| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re
Primera| 125 | 125 | ] £ rznznau4caos1?aahn’}{?ﬁhAa S H | L | H )L H
Segunde| 125 | 250 o 2/o 3|o 31 5|1 6[3 8|4 10|7 14 T
N ([Terera| 125 | ars ' 0 2(o 3|1 4/2 6|3 8|6 10[8 13|13 19
Cuarta | 125 500 0 2|1 3|2 5|4 7|5 9|9 12|12 17|20 25 |
Quinta} 125 | 625 1 2|3 4|4 5|6 7]|9 10{12 13]18 19|26 27
Primera] 200 | 200 | || A w 2|v 2|m a|n 4|0 afo 5|1 7|2 9 TTHTHUTr T T Twrrrwrrrierrri
Bagn:Jeonm 0 2|0 alo 3|1 &)1 6[3 a4 10|7 14
P |Tercera| 200 | 600 . o 2|0 3|1 4|2 6[3 8|6 10|8 13|13 19
Cuarta | 200 | 800 o 2|1 3|2 5|4 7|5 9|9 12|12 17|20 25
Quinta | 200 | 1000 | w7 H 1 2|3 4(4 5|6 7|9 10[12 1a)18 19|26 27 |
| A | R | N | (N | O N ) N | N | N U | O O | O O | O | |
Primera| 315 35 1 [* 2|# 2|% 3|» aJo 4|0 5|1 7|2 @ "
Begundal 315 | 630 o 2|0 3]lo 3|1 5|1 6[3 8|4 0|7 14 | | “
Q |Tercera| a15 945 . 0 2|0 3|1 4|2 6{3 8|6 10/8 13|13 19 '
Cuarta | 215 | 1260 o 2|1 3|2 5|4 7|5 9|9 12|12 17|20 25
Quinta | 315 | 1578 1 2|3 4|4 5|6 7|9 10|12 13|18 18|26 27
Primera| s00 | 500 MTe 2" 2[v s|# alo 4lo s]r 7|2 o NN T T T T TN T T T rirrirrieririr
[Segundyl s00 | 1000 0 2o 3|0 3|1 5|1 63 8|4 10|7 14
R |Terceral 500 | 1500 o0 2|0 3|1 4/2 6|3 8|6 10|88 1313 19
Cuarta | 500 | 2000 0 2|1 3|2 5|4 7|5 8f9 12|12 17|20 25 H
Quinta | 500 | 2500 U |1 2|3 4|4 s|e 7|9 10|12 13|18 19|26 27 | 1 1 | 1 | I 1 i ] i u

{} = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamario de la muestra es igual o excede el tamanio del lote, efectuar el 100% de la inspeccién
Q = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha
Ac = Valor de aceptacion

Re = Valor de rechazo

*

= Utilizar el plan de muestreo simple correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible)
++ = Utilizar el plan de muestreo doble correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuande esté disponible)
# = La aceptacion no esta permitida para este tamario de muestra

Fuente: (AENOR: Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacion, 2001).
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Anexo 12 Planes de muestreo multiple en inspeccion rigurosa

Letra lramaio Nivel de calidad aceptable (NCA), en porcentaje de elementos no conformes y no conformidades por 100 unidades (inspeccion rigurosa)
eodigo [Tamafio| dela
tamano Muestral dela fnuestral 0.010 ) 0,015] 0,025 0,040 | 0,065| 0,10 | 015 | 0,25 | 0,40 | 065 | 1.0 1.5 25 4,0 6,5 10 15 25 40 65 100 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
dela |muestralacumu-
muesir lado | Ac Re | Ac Fe| Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Rle| Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Fe| Ac Fe | Ac Re | Ac Ae | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re| Ac Ae| Ac Ae
A |-| rn r n 1 1 I 1 M 1 & <& . . . . . . . .
B F ﬂ v EL | o | A | A | ] e | e | e | 4+
c | I | | | | O T | O - R A U T VY U D R T e
Primera| 2 2 i i 1 l21213!40406\33106l5?-4
tSegunds) 2 4 0 2|0 3|0 1 5§12 7|3 9|6 12|1017|16 25
D |Tercem 2 [ . 0 2|0 3|1 4|2 6|4 9|7 12|11 17|17 24|26 35
Cuarta 2 ] 0 2|t 3|2 5|4 7|6 11[11 15|16 22125 31|38 45 ‘
Quinta 2 10 ~7 1 2|3 4|4 5|6 7|10 11|15 16)23 24)34 35|52 53 1_
Primera| 3 3 TTuwrwrurrurriwrwrrmwriwreTri 1 ¥ 2|® 2|ww 3% 4al0 4|0 6(1 B|3 10|86 15 S~ 1T
F'Seg.nch 3 0 2|0 3|0 3|1 52 7|3 9|6 12|10 17|16 25
E |Temem 3 9 i 0 2|0 3|1 412 6|4 9|7 12|11 17|17 24|26 35
Cuarta 3 12 I 0 2|1 3|2 S|4 7|6 11[11 1516 22|25 31|36 45
Quinta 3 15 donedonodonodon 7 7 1 2|3 4[4 5|6 7|01 1516232‘34355253_______
Pimera| & s TP TUHUTHUTUTI 1 v 2|n 2[w 3w afo afo 6|1 8| 4p | 4p|
Seo 5 10 0 2|0 3|0 3|1 5|2 7|3 8|6 12
F Tercera s i5 - 0 2|0 3(1 4|2 6|4 9|7 12|10 17
Cuata| 5 20 h o 2f1 3|2 5|4 7|6 11|11 1516 22
Quinta 5 25 | | O O | L O | L T | I 1_d- NER (v Al 1 2|3 4|4 5|6 7|10 11|15 16|23 24 0 | O O O O P O |
Primera| 8 8 # 2| 2|0 3|¥ 4|0 4|0 18
Segunds 8 16 o 2|0 3alo a1 5|2 7|3 6 12
G |Tercera| 8 24 . 0 2(0 3|1 4|2 6|4 9|7 12|11 17
Cuarta 8 a2 ¢ 2|1 3|2 S|4 7|6 11|11 15|16 22
Quiirika 8 40 VERLARLERVEE RN RV RN 1 2|3 4|la s|e 7]i0 11]15 16|23 24 1 I ! I i

= Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamario de la muestra es igual o excede el tamario del lote, efectuar el 100% de la inspeccion

> &

Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha
Ac = Valor de aceptacién
Re

Valor de rechazo

Utilizar el plan de muestreo simple correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible)

++

Utilizar el plan de muestreo doble correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible)
# = La aceptacion no esta permitida para este tamafio de muestra

Fuente: (AENOR: Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacion, 2001).
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Anexo 13 Planes de muestreo muiltiple en inspeccion rigurosa (Continuacién)

Letra Tamaiic Nivel de calidad aceptable (NCA), en porcentaje de elementos no conformes y no conformidades por 100 unidades (inspeccidn rigurosa)
codigo Tamafid de la
lE'l;;ﬂl:D" a ?el? '_Jun:-- 0,010 | 0,015 0,025 | 0,040 | 0,065] 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 065 | 1.0 1.5 25 40 65 10 15 25 40 65 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
[muestral lado | Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Aa| Ac Fe | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Fle | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re
Primera| 13 13 1 1 1 # 2o 2|0 3|a ajlo ajlo 6|1 B| O
Begundal 13 26 o 2|0 3jo 3|1 5|2 7|3 9|6 12
H |Tercem|] 13 39 . o 2|0 3|1 4|2 6|4 9|7 12|11 17
Cuarta | 13 52 o 2|1 al2 s|4 7|6 11[11 15|16 22
Quinta | 13 €5 1 2|3 4|4 5|6 7|10 11|15 16]|23 24
Primera| 20 20 TIrrwrwrrwrwrir n | # 2|#% 2|# 3|#% 4|0 4j0 5|1 & 1T T
[Segunds 20 40 o 2|0 3jo 3|1 5|2 7|3 9|6 12
J  |Temera| 20 60 * 0 2|0 3|1 412 6|4 9|7 12|11 17
Cuarta | 20 80 0 2|1 3/2 5|4 7|6 11|11 15[16 22
Quinta | 20 100 NN NN .. L4 ] l_Lsz v 2]|3 4|4 s)e 7]10 11]15 16)23 24| INInS ol
Primena| a2 a2 o 2z|o 2|0 3o ajo 4o &)1 8] 4p
Segundal 32 64 0o 2|0 3|o 3|1 s|2 7{3 9|6 12
K |Temera| 32 2 - 0 2|0 3|1 4|2 6|4 9|7 12|11 17|
Cuarta | 32 128 0 2|1 3|2 5|4 7|6 11|11 15|16 22
Quinta 32 160 <7 |1 2|3 44 s|& 7|10 11|15 16|23 24
Primera| S0 50 TTUTIHTIUT T~ 2|le 2| 3a|lw 4]0 a0 18 STUTTUTIUTT HREE
Segundal 50 100 o 2|0 3jo 3|1 5|2 7 6 12
L Temcera| S0 150 - 0 2|0 3ajr 4|2 6|4 9|7 12|11 17
Cuarta | 50 200 o0 2|1 3|2 5|4 7|6 11|11 15|16 22
Quinta 50 250 1 2]|3 4j4 5(6 7|10 11|15 16|23 24
Primera| 80 80 ..--‘{!...-...-... # 2|# 2|# 3}# 4|l0 4|0 18 STUTINTUTIHT T
Eq;ntl 80 160 0 2|0 3jo 3|1 5|2 7 9|6 12
M |Terera| a0 240 * 0 2|0 3j1 4|2 614 9|7 12|11 17
Cuarta | 80 azo 0 2|1 3|2 5|4 7|6 11| 15]16 22
Quinta B0 400 | <7 1) <7 |1 2§33 4|4 5|6 7|10 11)15 16]23 24 U

'& = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafo del lote, efectuar el 100% de la inspeccién
4} = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha
Ac = Valor de aceptacion
Re = Valor de rechazo

* Utilizar el plan de muestreo simple correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible)
Utilizar el plan de muestreo doble correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible)

# = La aceptacién no esta permitida para este tamafio de muestra

++

Fuente: (AENOR: Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacion, 2001).
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Anexo 14 Planes de muestreo miiltiple en inspeccion rigurosa (Continuacion)

Letra Tarmaricl Nivel de calidad aceptable (NCA), en porcentaje de elementos no conformes y no conformidades por 100 unidades (inspeccidn rigurosa)
!a?r:% MuggtrgTZl:T:ml dela 0,010} 0,015 ) 0,025 | 0,040 j 0,085| 070 | 015 | 025 | 0.40 | 0.65 1.0 15 25 40 65 10 15 25 40 65 100 150 250 400 | €50 | 1000
dela muestral acumu-
muestral lado | Ac Fe| AcRe | Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Ae | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Ae | Ac Fe | Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Ae| Ac Re | Ac Re | Ac Re| Ac Re
Primera| 125 125 | 1 v 2|o0 2|w 3{w alo alo 6|1 8| &H ey '+ O O H
Segunds 125 250 " 0 2|0 3|0 3|1 5|2 7|3 9|6 12
N |Tercera| 125 ars - 0 2|0 3|1 4|2 6|4 9|7 1211 17
Cuarta 125 500 0 2|1 3|2 S|4 7|6 1|11 15016 22
Quinta | 125 625 1 2|3 4|4 5|6 7)1 11|15 16|23 24
Primera| 200 200 T 1 # 2|% 2|2 3w alo ajosli el >IN TUHT T rvryririrryrwrrnTmr
[Segunce 200 400 0 210 3|0 3|1 52 7)3 9|6 12
P Tercera| 200 600 l - 0 210 3|1 4|2 64 9]7 12{11 17
Cuanta | 200 BOO o 2|1 3|2 5|4 7|6 11|11 15|18 22
Quinta | 200 | 1000 L4 <7 |1 2|3 aja s|e& 7|10 11]15 16|23 24
Primera| 315 s T 1 WTe 2] 2|» a|# alo 4o 1 8| 4p _-l-- THrmwTrywrwrrryrrrrrrrrrrinTimr
[Segundq 215 630 o 2jo 3ajo 3|1 s|{2 7|3 o|e6 12
Q |Temera| 315 945 . o 2|o 3|1 4|2 6|4 87 12|11 17 “
Cuarta | 315 | 1260 o 2|1 3|2 5|4 7|6 1)1 15|18 22
Quirta 315 1575 4_7 =7 |1 2]3 4|4 516 T|10 11]15 1623 24
Primera| 500 500 T # 2w 2|w 3|¥ 4|0 4|0 6|1 B NTUT TUT THTHT T T TrwrrnrnetrwvTri
[Segund 500 1000 0 2|0 3j0 3|1 5|2 7|3 8|6 12
R |Temera| 500 | 1500 * 0 2|0 3|1 4|2 6|4 9|7 12|11 17|
Cuarta 500 2000 0 2|1 3|2 5|4 7|6 11|11 15|16 22
Quinta [ 500 | 2500 <7 |1 2|23 a4 5|6 7|10 11[1516[23 24 1 U u U : 1 ! U
Primera| 800 800 [
L;agmch 800 | 1800 0 2
s Tercera| 800 2 400 o 2
Cuarta | 800 | 3200 o 2
Quinta 800 4 000 1 2

= Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha, Si el tamario de la muestra es igual o excede el tamaro del lote, efectuar el 100% de la inspeccién

e

= Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha
Ac = Valor de aceptacion

Re = Valor de rechazo

.

= Utilizar el plan de muestreo simple correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible)
++ = Utilizar el plan de muestreo doble correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible)

# = La aceptacion no esta permitida para este tamafio de muestra

Fuente: (AENOR: Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacion, 2001).
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DE VALENCIA

Anexo 15 Planes de muestreo muiiltiple en inspeccion reducida

Letra Tamarid Nivel de calidad aceptable (NCA), en porcentaje de elementos no conformes y no conformidades por 100 unidades (inspeccién reducida)
codigo [Tamafio dela
la‘;r;alr': Muestra“tlz.im I':(I;.l:!n‘a‘:{? 0,010 0,015 0,025 | 0,040 | 0,065| 0,10 | 015 | 0,25 | 040 | 065 | 1.0 | 1.5 | 25 | 40 | 65 10 15 | 25 40 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000
muestra lado | Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Ra| Ac Ra| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re
A M 1 1 1 1 1 1 1 M M .& * - * " . " 3 " - -
c TTUHTHTITTIT T T Tt O . . . . . . . . . "‘t
D M1 --‘_- 11T T T trwTrirTie -\r_ * 6 ﬁ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ £ B
E TTUHTTT T T T rr iy OB {L- U U R U (ORI R R R S T
Primera| 2 2 MTHTHTUH I T i FeS --|2#2ﬁ3r5040405AA"\ BRBEE
Begundal 2 4 0 2/0 3|o 3|1 4|1 6|2 7|3 8
F |Tercera 2 € - 0 2]0 3|1 4|12 5(2 7|4 9|6 10
Cuarta | 2 8 0 2(1 3|2 513 5|4 8)6 119 12
Quinta | 2 10 A4 ! 1 2|3 4|4 5|5 6|7 @10 111213
Primera| 3 3 TTUTUHTUTHETIErrrie £ -F--- ¢ 2|n 2|v 3w 3]o afo 4]0 5| 4p MTTITrnrrwrirrir
Segundal 3 [ 0 2(0 3jo 3|1 4|1 6|2 7|3 8
G |Terera] 3 - 0 2|o 3|1 4|2 5|2 7|4 9|6 10
Cuanta 3 12 0 211 3|2 5|3 5|4 B|6 1|9 12
Quinta | 3 15 A JV 1 2|3 4|4 5|5 6|7 8[1011]12 13
Primera H 5 TTHTUTIwrrrrrrir 1 ¢ 2% 2% 3|¥ 3|0 4)0 4|0 5 T rnrrrririr
Segundal & 10 03[0 3|1 4/1 6|2 7|3 8
H |Tercem ] 15 . 0 210 3|1 4|2 5|2 7|4 9({6 10
Cuarta | § 20 21 3 5|13 5|4 8|6 11]0 12
Quinta 5 25 1& w | v |~ 7 s |1 2|3 4|4 5|5 6]7 810111213 ! U 1 .| 1

= Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamario del lote, efectuar el 100% de la inspeccién

4} Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha
Ac = Valor de aceptacion
Re

-

Valor de rechazo

Il

Utilizar el plan de muestreo simple correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible)

++

Utilizar el plan de muestreo doble correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible)
# = Laaceptacion no esta permitida para este tamaiio de muestra

Fuente: (AENOR: Asociacion Espafiola de Normalizacidn y Certificacidn, 2001).
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Anexo 16 Planes de muestreo muiltiple en inspeccion reducida (Continuacion)

Letra bramai Nivel de calidad aceptable (NCA), en porcentaje de elementos no conformes y no conformidades por 100 unidades (inspeccion reducida)
codigo [Tamafo dela
la{T;algo :',:_w.:,umma T:ﬁtra 0,010 0,015| 0,025 ) 0,040 | 0.065| 010 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 1,0 15 25 4.0 8.5 10 15 25 40 65 100 150 250 400 650 | 1000
mueslr lado | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re
Primera| 8 8 1 1 O o 2(w 2)w a|w 3fo 4o afjo 5| | LN H ) H)| D VSl BFaN
|Segunds 8 18 o 2|0 3|0 3|1 4|1 6|2 7|3 8
J  |Tercera)l 8 24 * 0 2|0 3|1 4|12 5|2 7|4 9|6 10
Cuarta | 8 a2 0 2|1 3|2 5|3 5|4 8|6 ]9 12
Quinta | @ 40 1 2(3 4|4 5|5 6|7 8|0 1|23
Primera| 13 13 TTUTUTITI ﬁ W 2lw 2fw afe sfoajoaos| <l U THTHTHTIHTHTHTICTIN
Begundal 13 26 0o 2|0 3jo 3|1 4|1 6]2 3 e
K |Tercem 13 39 . 0 2(0 3|1 4|2 512 7|4 9|6 10
Cuarta | 13 52 0O 2|1 3|2 5(3 5|4 8|6 1|8 12
Cuinta | 13 es |l LIl ) L+ | 7 |1 2|3 4|4 s|s 6|7 8|10 11|12 13
Primara| 20 20 T N n 1| Wo20w 2|0 3w 3|0 4|0 4 5 !“r TTUrHTUrTerTwTrrrrrerTriermr
|Segundal 20 40 o 2fo 3lo a|1 4|1 6|2 7|3 8
L |Tercera| 20 60 . 0 2|0 3|1 4{2 5[2 7|4 9|6 10
Cuarta | 20 80 0 2§1 3|2 6|3 5|4 B|6 11|99 12
Quinta | 20 100 p+d U 7 |1 2|3 ala 5[5 6|7 8|10 11|12 13
Primera 32 2 | [T R v 2|w 2|n a|lw 3lo 4|0 4|0 5 NTTHTUTUTH T T I a1
Segundef 32 | 64 o 2)o s|o 3|1 4|1 6|2 7|38 |
M |Tercem| 32 96 * 0 2]0 3|1 4|2 s|2 7|4 9|6 w0
Cuarta | 32 128 0 2|1 3|2 5|3 5|4 8|6 1|9 12
Quita | 32 | 160 | <% | &5 | G| <L |1 2|3 a|la 5|5 6|7 8f1011[1213 U | U] | Ut L

0 = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. 5i el tamarfio de la muestra es igual o excede el tamario del lote, efectuar el 100% de la inspeccién
{} = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha
Ac = Valor de aceptacion
Re = Valor de rechazo
* = Utilizar el plan de muestreo simple correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible)

++ = Utilizar el plan de muestreo doble correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible)
# = La aceptacion no estd permitida para este tamario de muestra

Fuente: (AENOR: Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacion, 2001).
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Anexo 17 Planes de muestreo muiltiple en inspeccion reducida (Continuacion)

Letra [Tamaia Nivel de calidad aceptable (NCA), en porcentaje de elementos no conformes y no conformidades por 100 unidades (inspeccion reducida)
mm-rmm.dsh 0,010 0,015 0,025 | 0,040 | 0,065| 030 | 0,45 | 0,25 | 0,40 | 0,65 1.0 1.5 25 40 65 10 15 25 40 65 100 150 250 400 | 650 | 1000
deli_l muestra acumu
muestra lado | Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Fe| Ac Re | Ac Re | Ac Rle | Ac Fle | Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Fle | Ac Re | Ac Re| Ac Rle| Ac Fie | Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re
Primera| 50 50 O # 2|o 2|w 3w 3|0 4]0 40 5 H DL H N H £
Segunda 50 100 0o 2|0 3|0 3|1 1 6|2 7|3 8
N |Temcera| sp 150 . 0 2|0 3|1 4|2 5|2 7|4 96 10
Cuarta | 59 200 0 2|1 3|2 5|3 5)|4 (6 1[0 12
Qunta | sp | 250 | 1 2(3 4|a s|s 6|7 8f1011[1213
Primera| 80 o | || T e 2(® 2| 3|0 3|0 4|0 4f0 5 1T TwTrwrrrrirrrrrrirrierrwereremr
Segundd 80 | 160 0O 2|0 3|0 3|1 4)1 6|2 7|3 8
P |Tewera| 80 | 240 . 0 2|0 3|1 4|2 s|2 7|« 9]6 10
Cuata| 80 | 320 0 2|1 3|2 5|3 s|4 8|6 11]|9 12
Quinta | 80 400 | v 1 2|3 4|4 S|5 6|7 8|10 11)1213
Primera| 125 125 s TIW ® 21r¢ 2|w 3|® 3|0 4|0 4|0 5 T T THTUTT 1T TN
Sogundal 125 | 250 0 2(o 3[o 3|1 4|1 6|2 7|3 8
Q |Terem| 125 | 375 . 0 2(0 3[1 4|2 5|2 7[4 96 10
Cuada | 125 | s00 0 2|1 3|2 5|3 |4 8|6 18 12
Quinta | 125 | 625 7 |1 2|3 4|4 s|s5 6|7 8101|1213
Primera| 200 | 200 (T o 2(w 2|» 3|w 3|0 40 40 5 TNTTT "”_—”“-r""" CTITIET T T
Segundal 200 | 400 0 2|0 3|g g|1 4|1 6)|2 7|3 &
R |[Teera| 200 | 600 o 2|0 3|1 4|2 5|2 7|4 9|6 10
Cuarta | 200 | 800 0 2|1 3|2 5|3 5|4 8|6 1|9 12
Quinta | 200 | 1000 J 1 2|3 4|4 s|5 6|7 8101|1213 ! 1 | | |

6 = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamario de la muestra es igual o excede el tamafio del lote, efectuar el 100% de la inspeccion
0 = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha

Ac
Re = Valor de rechazo

Utilizar el plan de muestreo simple correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible)
Utilizar el plan de muestreo doble correspondiente (o, como alternativa, utilizar el plan de muestreo doble situado debajo, cuando esté disponible)
La aceptacion no esta permitida para este tamaiio de muestra

Valor de aceptacion

+4

#

Fuente: (AENOR: Asociacién Espafiola de Normalizacidn y Certificacion, 2001).
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Anexo 18 Riesgo del proveedor en inspeccién normal

Lt
nﬂﬁr;, T Nivel de calidad aceptable (NCA), en porcentaje de elementos no conformes y no conformidades por 100 unidades (inspeccién normal)
tamano dela

mdﬂh imuestra{ 0,010| 0,015 0,025] 0,040| 0,065| 0,10 | 0,15 | 025|040 | 065 | 10 | 15| 25| 40 | 65| 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 |1 00O

A 2 :;': ::: 45| 9,02 474 | 431 | 186 100 ] 137 | 173 ] 141 | 138
8 L 3 ::: :”:3, :g 754 | 4.05 | 3.38 | 1.48 | 1,19 |0.667] 1,03 | 0.607] 0.979| 0,627
c | s ::’: ::; ::-:, :f: 405|383 16| 1.83] 1.97| 1,02 [o.040| 1,35 | 247

o | e 113 7.15°| 105°| 9,63 | 474

114|716 | 105 ] 910 | 3@y | 238 | 166 | 168 [ 177 | 173 .Iu.w? 1,35 1,73

12,2 | 6,85°| 108" | 963 | 541 | 431
: 1221807110871 9321 480} 342
122 | 7.15° | 945" | 9.02 | 4,74 | 431 | 1,66
122 | 716" | 9.45°| 882 | 439 | 374 | 113
120 7637|105 | 842 | 474 | 411 | 196 | 168
G | % 120 [ 7,64 105° 8.30 | 452 | 377 | 158 | 147 [ W04 | 173 120

11,8 |7.15*| 108 9,02 | 405 | 383|186 | 183 | 1,37

1,48 | 1,83 | 1,77 | 262 | 1.41 | 0,979 217

1,19 | 137|173 | 1.4

" b 1.8 [7,157) 1067|894 | 382 362 | 1,44 | 147 10,935 103 0940 . N T B S
5 - 11.37.15"[ 105°| 9.63 [ 474 | 338 [ 166 | 168 | 1.77 | 173 | |
11,3]7.15°| 105*| 958 | 466 | 326 | 152 | 1,47 | 1,43 1,23 |
" - 11,8 6,417 10,1*| 902 | 492 | 383 ] 1,25 148 1,37 | 1.95 [0.940
118|641"1 101"/ 899|487 [374(118| 136|119 |160f0626) | | & 4 .
L 200 122 [7.15°| 9.45°| 9,02 | 474 | 431 | 168 | 119 | 137 173 ] 141
_______ 12.2 | 7.15°| 9.45°| .00 | 471 | 425 | 160 | 1,13 126 | 1.52 | 113 -
w | e 118|744 |102°| 820 | 456 | 3,92 1,83 | 1,55 [ 0,936 1,52 | 1,02
11,8 | 7.44*| 10.2°| 8,19 | 4,54 | 389 | 1,80 | 1,50 | 0,882| 1.41 | 0,883
N - 11,8 |7,15°| 10.8°| 9,02 | 405|383 | 166 1,83 | 1.37 | 1.03 0,940
........................... - 1.8 (7157110871 9,01 | 404 | 3.81 | 1.63] 1.79 | 1.32  0.971]0.857
o 00 11,3715 | 105°| 963 | 474|338 )| 166 | 168 1,77 | 1.73 | 0,607
13[715°(105°| 963 | 473|337 | 164|166 174 [168fos0f | f f | 4 | o | N 4 V. L. .
o 1250 | 118|641 [ 10.1°| 502 f 482|383 125 | 1,48 | 1.37 | 1.95 0,940
11,8 6417|101 0,02 | 492 | 382 1,24 | 1,47 | 1,35 | 1,91 | 0,907
R 2 000 7.15°|9,45%| 902 | 4,74 | 431 | 166 | 1,19 | 1,37 | 1,73 | 1,41
7.15°| 9.45°| 802 | 474 | 430 | 165| 1,18 1,36 | 1.71] 138
NOTAS

1 El riesgo del fabricante corresponde a la probabilidad de no aceptacion de lotes de NCA especificado
2 Las entradas superiores corresponden a inspeccion de no conformidades por 100 unidades basadas en la distribucién de Poisson
Las entradas inferiores corresponden a inspeccion de porcentaje no conforme y estan basadas en la distribucion binomial
3 El simbaolo * indica un valor calculado en el caso de un plan de muestreo opcional con nimero de aceptacion fraccionario (véase la tabla 11-C)

Fuente: (AENOR: Asociacion Espafiola de Normalizacidon y Certificacién, 2001).
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Anexo 19 Riesgo del proveedor en inspeccién rigurosa

Letra
codigo | i Nivel de calidad aceptable (NCA), en porcentaje de elementos no conformes y no conformidades por 100 unidades (inspeccidn rigurosa)
lamaiio
de la
dela \myestral 0,010) 0,015| 0,025/ 0,040{0.065| 0,10 | 015 | 025|040 | 065 | 10| 15| 25 | a0 | 65| 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 |1 000
A | 2 ros| 137|210 19,1} 163 | 143 [ 838 | 681 | 6,38 | 698 | 525
............................................................................ o e
5 3 183 | 1age] V79| 173 120 | 13.4 ] 0,39 | 409 li‘? 3,74 | 409 “'
18,1 | 15,5 | 21,00
c 5 185 | 15.9°| 216°] 17:3| 132 | 143 | 111 | 681 [ 427 | 519 | 525 | 616
18,1 | 15.1*| 22.2*| 191
n 8 183 | 153|226 | 187 121 143|105 8,19 | 6,38 | 3,74 .f'.ff...ﬁ'w
17,7 |155°| 22.2*| 207 | 143
...... E ...13 — S I SN 1781567 22.4°] 205 | 13,4 _ﬂ" 1|88 879 [688) 409 616
181 | 13.7°| 21,0 191 | 143 | 143
F 20 182 |13 |211| 150 137 133 | B39 | 681 | 838 | 6,98
188 |151°| 197 191 | 138 | 158 | 1058
______ G 2 1 188 | 152 198°| 190 135|152 | 9,40 | 558 | 838 | 622
18,1 [ 155*| 21,07 17.3 | 13.2 | 143 | 1.1 | 681
H
- 1 182|155 210 173 129 | 139 104 | S0 | #2759 4 | 1} | ]|
J 00 18,1 | 15,1%122.2* 19,1 | 121 | 143 | 105/ 8,19 | 638 |
181 [152°|222°| 191 | 119 |11 |10 ] 751|538 | ™
" - 17,1 [ 148" [210°| 196 | 132 [ 121 | 5,70 | 681 | 7.00 | 5.12
SRS VRN A S N — S — AN R Bl R REAN RS S AN o T N I S S SR N N — I —
L 200 18,1 |13.7°|210°| 191 | 143 | 143 | 8239 | 681 | 638 ] 6,98
181 1371210 199 | 142142824 656)509)692) | | | | | S T T S
" 318 185 [148°|193°| 187 | 134 | 152 | 998 | 5,16 | 5,80 | 552
185 148|193 ] 187 ] 133 | 151 | 988 | 503 | 556 | 515
N 500 18,1 155" | 2907|173 | 132 | 143 | 11,1 | 6,81 | 42T | 5,19
ORI S A 18,1 | 1581 21.0°]| 17.3 “1?_;.’1 w1 )6mj414j49) o} o 1.1 oot i
P 800 18,1 |15,1*|22.2*| 191 | 121 | 143|105 8.19| 638 | 3.74
18 st 222 190 | 120 143|105 )83 )628f363) | | | |} 1 | & b oo
o 1250 171 | 146" | 21,07 196 | 132 | 121 | 970 | 681 | 7.00 | 5.19
171 | 146|210 196 ]| 131 | 121 ]| 968 | 677 | 6,54 | 5.10
a 2000 | 1871|1377 21.0°] 19.1 | 143 143 | 839 | 681 | 6.38 | 6.98
B NS T 2100 10,0 ) 143 ] 14318381 678 1 634 1682 | e e e s s e s
s |31s0 bt
NOTAS

1 El riesgo del fabricante corresponde a la probabilidad de no aceptacion de lotes de NCA especificado
2 Las entradas superiores corresponden a inspeccion de no conformidades por 100 unidades basadas en la distribucion de Poisson
Las entradas inferiores corresponden a inspeccion de porcentaje no conforme y estan basadas en la distribucion binomial
3 El simbolo ® indica un valor calculado en el caso de un plan de muestreo opcional con ndmero de aceptacion fraccionario (véase la tabla 11-C)

Fuente: (AENOR: Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacion, 2001).
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Anexo 20 Riesgo del proveedor en inspeccién reducida

Letra
codigo [Tamai Nivel de calidad aceptable (NCA), en porcentaje de elementos no conformes y no confermidades por 100 unidades (inspeccion reducida)
gl |muestral 0,010] 0,015(0,025| 0,040/ 0,065| 0,10 | 0,15 | 0,26 | 040 | 065| 10 | 15| 25 | 40 | 65 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | €50 {1000

-A— : - ::': ::: 945°| 902 | 474 | 431 | 166 119|137 | 1,73 | 1,41 ]| 1,35
- : :::: :ﬂ: ;:: 9.45°| 0,02 [ 474 [ 431 | 1,86 | 1,09 | 137 | 173 | 141 | 135
- : ::: §§‘§ 3;23 :I§ 3,69 | 1.44 [0.908| 1,07 |0,453]0,380] 1,37 | 1.73 | 1,41
° L . O O Y 4 ] el e R e i
- "'E'"* I '*5 -------------- N T S— . | 1 :,ﬂ :g:: :::: ::E: ;,?D J:;B 0,729/ 0,912| 0,453 0,629 1,37 | 1,03 | 0,940
F 8 507 | 2,33°| 2.94* | 4.72*| 4,15 | 1,59 | 0,908 o7l oasslosn| v

5,07 | 25667 3,30%| 4617 | 4,27 | 1,60 | 1,08 | 1,07
5,08 |256°1337%| 4,47 4,06 | 1,35 [0,793) 0,646

| 488 | 230" [ 3,39 4,72"| 3,69 | 1,44 | 0.908[ 1,07 [0,453
H | ® L 4,88 | 2.32°| 3,38' | 4,69°| 3,67 | 1.30 |0.741| 0,788| 0,239| *%°| ¥

0,396 0,628] 1,77

4,69 | 2,33 | 3,30° S.Clﬂ-: 4,15 | 1,29 | 0,908] 1,00 [0,558)| 0,671

J 1,04
K
L
“ ....... \ 25 ................................... Pt B e PR ) BN CE70 CF S (S 53 i e . -
488 | 239" 316" 4.21°| 3,96 | 1,42 [0,929|0873| 0,293[ 0.434| 1,19
N 200 4,88 |2,33°| 3,39 | 4,72°| 3,69 | 1,44 | 0,908 1,07 | 0,453]|0,380) 1,37
SR SN S - 88 1 8.0 1300 1072 19,88 1 142 100011 1,04 10430103001 120 Y s ISR RS S S— B -~ .
p | om 462 |2.26°(3,20"| 4,92'| 4,03 | 1,24 |0,861(0,942| 0,513| 0,518 0,936
4,62 | 2,26 0,496 0,493 0,882 . e

488 [ 2,07 | 3,16° 0629 1,37
Q | 5% | 4g8 207316 0.611] 1,32

2,33' [ 294" [ 4,72 177
R % {205 | 2947|720 1,74

NOTAS
1 El riesgo del fabricante corresponde a la probabilidad de no aceptacian de lotes de NCA especificado
2 Las enfradas superiores corresponden a inspeccion de no conformidades por 100 unidades basadas en la distribucion de Poisson
Las entradas inferiores corresponden a inspeccion de porcentaje no conforme y estan basadas en la distribucion binomial
3 Elsimbolo * indica un valor calculado en &l caso de un plan de muestreo opcional con nlimero de aceptacion fraccionario (véase la tabla 11-C)

Fuente: (AENOR: Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacion, 2001).
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DE VALENCIA

Anexo 21 Riesgo de calidad del consumidor en inspeccion normal

.;;lﬂ;ao Tamafio Mivel de calidad aceptable (NCA), porcentaje de elementos no conformes

tamario de la

rnf::ra muestra | g 010 0,015 0,025 0,040 0,065 0,10 0,15 0,25 0,40 0,65 1.0 1.5 25 40 6.5 10
A 2 68.4 69,0°
B a 53,6 54,1 57.6°
Cc 5 36,9 ¥y g8 58,4
D ] 25,0 252° 27,00 40,6 53,8
E 13 162 16.4° 17.5* 26,8 36,0 444
F 20 10,8 11.0° 11.8* 18,1 24,5 30,4 415
G az 6,94 7.01* 750" 116 15,8 18,7 271 340
H 50 4,50 4 54* 487 7.56 103 129 17.8 224 291
J 80 2,84 2,86° 3,07 4,78 6,52 8,16 1.3 143 186 242
K 125 1,83 1,84° 1,97 3,08 4,20 §.27 7.29 9,24 121 15,7 219
L 200 1,14 116 1.24° 1,93 2,64 3N 4,59 5.82 7,60 a9 13.8
M 1S5 0,728 0,735* 0,788 1,23 1,68 2n 292 3n 4,85 6,33 B.B4
N 500 0,459 0,464 0,487 0,776 1,06 1,33 1.85 234 3,06 4,00 5,60
P 800 0,287 0,280° 0,311* 0,485 0,664 0,833 1,16 1,47 1,92 2.5 3,51
a 1250 0,184 0,186* 0,199 03N 0,425 0,534 0,741 0,940 1.23 1,61 2,25
R 2000 0,118* 0,124 0,194 0,266 0,334 0,463 0,588 0,769 1,00 1.41

NOTAS

1 En el riesgo de calidad del consumidor, 10% de los lotes se espera sean aceptados
2 Todos los valores estan basados en la distribucién binomial
3 Elsimbolo * indica un valor calculado en el caso de un plan de muestreo opcional con ndmero de aceptacion fraccionario (véase la tabla 11-A)

Fuente: (AENOR: Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacién, 2001).
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Anexo 22 Riesgo de calidad del consumidor en inspeccidn rigurosa

;;",:Q Tamaho Mivel de calidad aceptable (NCA), porcentaje de elementos no conformes

tamafio | dela

mﬂzs'?m muestia | po10 | 0,015 | 0025 | 0040 | 0065 0,10 0,15 0,25 0,40 0,65 1.0 1.5 25 40 6.5 10
A 2 68,4
B 3 536 54,1°
C 5 36,9 373 | 398
D 8 25,0 25.2° 27,00 40,6
E 13 16,2 16.4° 17,5° 26,8 36,0
F 20 10,9 11,00 11,8 18,1 24,5 30,4
G 32 6,94 7.01° 7.50" 11,6 15,8 19,7 27.1
H 50 4,50 454" | 487 7.56 10,3 12,9 17,8 24,7
J B0 2,84 2,867 3,07 478 B.52 8,16 113 15,7 214
K 125 1,83 184" 1,97* 3,08 4,20 5,27 7,29 10,2 135 19,3
L 200 1,14 1,16 1,24 1,83 2,64 3,31 459 6.42 8,76 12,2
M 315 0728 | o735 | o788 | 1,23 1,68 2,11 282 4,09 5,59 7.77
N 500 0,459 | 0484" | 0487 | 0776 1,06 1,33 1,85 2,59 354 4,92
P 800 0,287 | 0,280° | 0,311° | 0485 | 0664 | 0833 1,16 1.62 2,21 3,08
Q 1250 0,184 | 0186 | 0198 | 0311 | 0425 | 0534 | 074 1,04 1.42 1,98
R 2000 | o115 | 0116 | 0124 | 0194 | 0266 | 0334 | 0463 | 0649 | 0,888 1.24
s 3150 0,123

NOTAS

1 En &l riesgo de calidad del consumidor, 10% de los lotes se espera sean aceplados

2 Todos los valores estan basados en la distribucién binomial

3 El simbolo * indica un valor calculado en el caso de un plan de muestreo opcional con nimero de aceptacion fraccionaric (véase la tabla 11-B)

Fuente: (AENOR: Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacion, 2001).
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Anexo 23 Riesgo de calidad del consumidor en inspeccion reducida

cla:‘go Tamario Nivel de calidad aceptable (NCA), porcentaje de elementos no conformes

tamafo | dela

mdL::ra muestra | 0,010 0,015 0,025 0,040 0,085 0,10 0,15 0,25 0,40 0,65 1.0 15 25 40 6.5 10
A 2 68.4 69.0°
B 2 66.4 68.4° €9.0*
c 2 68.4 68.4° 69,00 3.2
D 3 53,6 536" 54.1° 576" 80,4
E 5 36,9 36,9° a3 3g,8* 58,4 753
F B 250 250 252 270 40,6 53.8 65.5
G 13 16.2 162" 164" 17.5° 268 36,0 44.4 523
H 20 10,9 10,9 11.0° 11,8 18,1 245 30,4 36,1 46,7
J a2 6,94 6,94° 7.01* 7,507 1.6 158 18,7 234 30,6 ara4
K 50 4,50 4.50° 4.54" 487" 7,56 10,3 12,8 154 201 24,7 291
L 80 2,84 2.84° 2.86° 3.07 4,78 6,52 8,16 9,74 12,8 15,7 18,6
M 125 1,83 1,83 1,84% 1.97* 308 4,20 527 6,29 8,27 10,2 121
N 200 1,14 1,14° 1,16 1.24* 1,93 264 aNn 396 521 6,42 7.60
P ns 0,728 0,728" 0,735* 0,788° 1,23 1,68 21 2,52 332 4,09 4,85
a 500 0,453 0,460* | 0464° | 0497 0,776 1,06 1,33 1,59 210 2,59 3,06
R 800 0,287 | 0,280° 031" 0,485 0,664 0,833 0,897 1.31 1.62 192

NOTAS

1 En el riesgo de calidad del consumidor, 10% de los lotes se espera sean aceptados
2 Todos los valores estan basados en la distribucidn binomial
3 Elsimbolo * indica un valor calculado en el caso de un plan de muestreo opcional con nimero de aceptacion fraccionario (véase la tabla 11-C)

Fuente: (AENOR: Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacion, 2001).
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